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§１．研究実施の概要  

 

本研究は、有機物や生体高分子などのソフトナノマテリアルを、高速重イオンによる電子励起を

用いた２次イオン質量分析法により分子イメージングすることを目的としている。高速重イオンを用

いる分子イメージング法は、固体内で核衝突をほとんど起さずに電子的に分子を脱離・イオン化さ

せる原理に基づいており、これまで困難と考えられてきた原子衝突によるソフトなイオン化を実現

する画期的な手法である。高速重イオン励起法による２次元分子イメージング法と有機物を破壊

することなくエッチングする手法を有機的に組み合わせて、有機物や生体高分子などのソフトナノ

マテリアルの３Ｄ分子イメージング法を確立し、ナノ・バイオテクノロジー分野に画期的な評価手法

を提供する。 

２００９年度は、2 次イオン検出系を新たに開発し２０００Pa 程度の低真空でも 2 次イオン測定が

可能な“wet-SIMS”装置を試作し、液体状態の揮発性分子の SIMS スペクトルの取得に成功した。

さらに、基板上に培養した細胞 1 個の観察を行い、様々な脂質分子の質量イメージングを取得す

ることが可能となった。また、クラスターイオン照射表面ダメージを詳細に調べ、XPSでもほとんど変

化が見られないことを明らかにした。さらに、Ar クラスターを用いた有機半導体薄膜の深さ方向分

析法を確立し、本手法が C60などよりも優れていることを示した。 
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革新的な２次イオン計測システムを用いる分析装置の概念設計 
 

 

§３．研究実施内容 

（文中に番号がある場合は（４－１）に対応する） 

｢3D 分子イメージング分析手法開発｣ 

平成 20 年度から開発している o-ToF（orthogonal time of flight）を使った新しい 2 次イオン検出

系を使い、様々なソフトナノマテリアル試料の測定をおこなった。 

この新しく開発した 2 次イオン検出系は、 

 質量分解能が高い（M/∆M：５０００以上）. 

 入射イオンをパルス化する必要がなく計測時間の短縮が可能. 

 分析環境を高真空から低真空まで自由に設定でき、水分を含む試料の分析が可能. 

などこれまでの 2 次イオン質量分析法にはない特徴を有しており、“Wet-SIMS”と命名した。 

水を含む試料を観察するためには、水の水蒸気圧が 10℃で 12００Pa あるため、1000Pa 以上の

低真空中に試料を設置した状態で分析を行うことが必要である。通常の低速イオンをこの真空度

で輸送することは困難であるが、高速重イオンを用いることにより低真空中でのイオン照射を可能

にした。さらに、低真空下で発生させた 2 次イオンを効率的に検出するために、ガス流量やサンプ

リングコーンの形状などを工夫し、質量分析計との間に新たなインターフェイスを開発した。また、

試料の移動をステップモーター駆動に変更し、組織切片など 1mm 以上の大きな試料の分析が可

能となるように変更した。この手法を用いて、テストサンプルや組織切片や培養細胞など生命科学

で用いられる実際の試料評価を行い 4,5)、本手法を生命科学に応用したときの課題抽出を行った。

この装置の現段階での空間分解能は 30µm であり改善が必要ではあるが、ラットの脳や脊髄など

のイメージングをおこない、脂質やコレステロールのイメージングに成功した。さらに、直行型飛行

時間質量分析計の持つ高い質量分解能の実現により、飽和度の異なる脂質の分布やアルカリ付

加イオンの分布などの組織切片の詳細な情報を得ることができた。 

静電型四重極レンズのシミュレーションを行い、収束精度を決定する要因について検討した。そ

の結果、4 重極レンズ同士を１度以下の精度で 90 度に配置することがもっとも難しい部分であるこ

とが明らかになった。レンズ電極の加工精度、組み立て精度、収束電源の安定性などを考慮した

静電型のダブレットレンズを新たに設計、製作した。高精度の 3 次元測定器を使い、最終的な四

重極レンズの精度を調べたところ、設計時に想定した精度内に納まっていることが分かった。ビー

ムラインに組み込む部分の製作をおこない、イオンビームの収束特性を調べる。 

 

｢ソフトマテリアルエッチング技術｣ 

低損傷エッチングを実現できるガスクラスターイオンを用いるとポリマーや有機半導体分子など

のソフトマテリアルの深さ方向分析が可能となる。様々な材料の深さ分析を行い、これまで有機物

の深さ分析に用いられてきた C60 イオンと比較して、ダメージが少ない、エッチング時の表面荒れ
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が抑えられる、スパッタ率の変動がないなど優れた特徴を有していることを明らかにした 9,10)。光電

子分光法やエリプソメーターを使ったポリマー表面のダメージ評価から、ダメージ層は 1nm 以下と

極めて薄く C60 のようにポリマー組成比の変化は見られなかった 14)。さらに、加工条件を最適化す

ることにより化学結合状態（ケミカルシフト）も照射前後でほとんど変化させることなくエッチング可

能となった。2 次イオン質量分析法のプローブとしてだけでなく、光電子分光法のエッチングビー

ムとしても有用なことが明らかとなり、化学結合状態を計測できる新しい光電子分光法として実用

化していく。 

表面分析装置に対応できる小型クラスターイオン源の製作を進め、100µA/cm2 以上のビーム電

流量密度でビーム径を 30µm まで収束したビームを使い 2 次イオン像を取得した。さらに、可動式

の分散制限アパチャーを追加することにより、数ミクロンまで収束可能であることがわかった。加工

ビームだけでなくプローブビームとしての可能性を追求するとともに、ビームをさらに収束するため

の光学系の開発も進める。 
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図 ラット 3T3 細胞の蛍光顕微鏡像(a)と質量イメー

ジング像 （ｂ）m/z=７９Da：リン酸イオン（ｃ）
m/z=182Da：フォスファチジルコリンのフラグメン
トイオン（d）m/z=285Da：フォスファチイノシトー
ルのフラグメントイオン 

｢ナノ･バイオ材料分析プロトコール｣ 

昨年度開発した培養細胞の急速凍結・割断乾燥法を用いて培養細胞１個の質量イメージング

を行った。細胞内部を露呈させるために、Si基板上に培養した細胞を別の Si基板で挟み込みサン

ドイッチした試料を急速凍結し、その後 Si 基板を用いて細胞を劈開し内部を露呈させた 4,13)。この

プロトコールで作成した培養細胞を蛍光顕微鏡法で観察したところ、細胞内部の小器官の構造や

形態を維持したまま試料作成が可能であることが分かった（図-a）。開発したこのプロトコールでは、

培養液由来のノイズを低減し細胞からのシグナルを妨害しないような様々な工夫を行った。 

図-b,c,dに示した質量イメージング像は蛍光顕微鏡像と良く一致しており、細胞レベルの質量イ

メージングが可能であることがわかる。質量イメージング像を詳しく見ると蛍光像では観察されない

2 つに分裂した細胞の間からも 2 次イオンシグナルが観察されている。これは、蛍光像と 2 次イオ

ン像の感度の違いによるものであると考えられる。ＳＩＭＳ法は最表面に敏感であり、表面数層程度

の分子が存在しても検出することができ

るため、蛍光像では見えない少量の分子

が表面に存在するだけでもシグナルとし

て十分検出できる感度を有している。フォ

スファチジルコリンやフォスファチジルイノ

シトールなど様々な脂質分子の 2 次イオ

ン質量イメージ像から、細胞中の特定の

分子分布の計測が可能である。 

さらに、ラットの組織切片中の生体高

分子分布の予備的な観察をおこなった。

組織切片を観察するためには、組織の

固定法や切片化の方法、更には、脱水

方法などの開発が必要である。ラットの脳、

脊髄、筋肉などの組織を凍結し、ミクロト

ームで数十ミクロンの厚みに切片化した

試料を用いた。脂質分子のイメージング

により灰白質や白質の組成の違いなどが

確認された。さらに、生体組織の場合には水素原子付加イオンだけでなくアルカリ付加イオンも多

く検出されることが明らかになった。イオン化ポテンシャルの低い Na や K などのアルカリ金属原子

が組織内に多く含まれることや、細胞内と細胞外とで Na,K の比が異なることがデーター解析を複

雑にしており、脂質のデーター解析を進めるためにはデーターベースの作成なども必要となる。 

これらの測定データーは位置情報と質量情報をあわせて保存しているので数 Gbyte の膨大な

データーとなるため、PCA などデーター解析手法の検討にも着手した。 
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